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Amorphous films have been obtained for a binary system of CdトxPb.I2 solid 
solusions. They show a sharp crystallization behavior over the entire range of x 
except x=O， with the Pb2+ ions forming the nucIeation centers. The crystallization 















はあまりない。 30数年前に Bestは低温蒸着 CdI/Al(Al基板にCdI2を蒸着)が“x-rayアモルファ
ス"であることを報告しいる。 4) 我々は以前に、低温蒸着非品質CdI2薄膜における結品化中のス


















OD= 1og1oマア・ 、 ， ?? ? ??? ? 、
ここで、 Rおよび Tは同時測定によって得られた反射率および透過率である。
3.結果と考察
図 1は、 CdI2に Pb
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果により、 dopeしていないCdI2 試料の場合と比べて、吸収強度が 1110程度に減少している。しか
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した後再び77Kに戻して測定したものある。 77K から 260Kの悶ではスベクトルに大きな変化はな
いが、 260Kから 280Kのわずか20Kで大きな変化が観測された。これは、この温度領域で結晶化し
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